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Fig. 1 走査型電子線誘起超音波顕微鏡による観察結果および内部欠陥の検証結果．

Fig. 2 走査型レーザー誘起超音波顕微鏡による観察結果．
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断続照射ビーム誘起超音波顕微鏡による非破壊内部微小欠陥の観察
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表面観察視野直下の内部非破壊観察を可能にする手

法として，走査型電子線誘起超音波顕微鏡(SEAM)

および走査型レーザー誘起超音波顕微鏡(SLAM)を

開発した．これらの顕微鏡は，ビーム(電子線または

レーザー)を断続的に照射することにより試料に生じ

る熱波と弾性波(超音波)のマルチフィジクス的連成挙

動を積極的に利用した非破壊内部観察装置である．観

察試料は，JIS SUJ2 組成の Ar ガスアトマイズ粉末

を HIP 加工した内部に数～数十 mm の複数の空孔を

有する試料(□10 mm×板厚 1 mm)である．

Fig. 1(a)は，試料表面の電子顕微鏡(SEM)観察結

果であり，白丸で示した試料表面の欠陥のみが観察で

きている．それに対して，Fig. 1(b)に示すように，

SEAM では SEM では観察することの出来ない多数

の内部空孔が明確に確認できる．Fig. 1(b)中の白四

角で示した領域を収束イオンビーム(FIB)を用いてエ

ッチング処理し，内部空孔の確認をした結果が Fig. 1
(c)である．SEAM では，試料表面から約 7 mm の深

さにある内部空孔を観察することが出来る(1)．

Fig. 2(a)は，同一観察試料の光学顕微鏡写真であ

る．Fig. 2(a)中の黒四角の領域を SLAM を用いて観

察した結果が Fig. 2(b)である．Fig. 1(b)と同様に，

SLAM を用いることにより，表面観察では見ること

の出来ない内部空孔(A および B)が観察できることが

わかる．
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